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(Souhrn) Cilem piispévku je seznameni s dynamicky se rozvijejici oblasti metod
analyz povrchu. Jedna se stale o ponékud vylu¢nou oblast, ale informace o stavu
povrchu na arovni 10-9m nabyvaji v fad¢ oblasti na vyznamu. V piispévku je podan
piehled téch metod analyz povrchu, které jsou v soucasnosti pouzivany na relativné
rutinni bazi a jsou shrnuty jejich moznosti. Spektrometry umoziujici méteni
metodou fotoelektronové spektrometrie a/nebo spektrometrie Augerovych
elektrond, a& je jejich pofizovaci cena stale zna¢na, jsou v CR k dispozici.
Detailngji je charakterizovano zaiizeni ESCA Probe P dostupné na VSCHT Praha.
Je uveden priklad feseni problému z praxe.

Uvod (Nadpis hlavni)

(Text) Analyza prvkového, kvalitativniho i1 kvantitativniho slozeni povrchu je
Vv soucasnosti oborem vyuzivajicim fadu experimentalnich technik. Komeréné jsou ,,bézne*
dostupné a frekventovan¢ uzivané spektrometry analyzujici energii elektrond a iontt
emitovanych z povrchu studovanych materiali. Tento prispévek je zaméten na vyuziti analyzy
povrchu pii feseni koroznich problému, vybér byl proto zGzen na metody spektrometrie
fotoelektroni a elektronti Augerovych.

Studie vyuzivajici uvedené techniky se v oblasti koroze objevily zhruba v poloviné
sedmdesatych let minulého stoleti. Pokud bychom udélali analyzu vyskytu publikaci pomoci
sluzby SciFinder (on-line verze databaze Chemical Abstracts), pak dojdeme na zaklad¢
jednoduchych dotazi k nasledujicim vysledkam:

193 odkazu na téma ,,koroze + XPS” (fotoelektronova spektroskopie)

283 odkazti na téma ,,pasivita + XPS*

514 odkazu na téma ,,koroze + AES* (spektroskopie Augerovych elektront)

439 odkazu na téma ,,pasivita + AES*

Povrch, vakuum (Nadpis hlavni)



VOV vt

Asi nejbéznéjsimi a nejsnaze dostupnymi metodami uzivanymi v soucasnosti pro
analyzu materialt jsou spektrometrie RTG zaieni. Informace o prvkovém slozeni vzorku je
napi. v piipadé EDS (RTG zafeni vyvolané primarnim svazkem elektronového mikroskopu),
ziskana z objemu materialu daného zhruba prumérem svazku elektroni a hloubkou 1.10-6 m.
Pti analyze povrchu je zpracovavan signal davajici informaci o nékolika nejvrchnéjsich

atomarnich vrstvach vzorku, tj. z hloubky o 3 fady mensi nez v ptipadé RTG mikrosondy.

Principy (Nadpis hlavni)

XPS (Nadpis dilct)

Metoda fotoelektronové spektroskopie je zalozena na fotoelektrickém jevu [1,2], tj.
emisi elektronti z materialu terée pii jeho excitaci fotony dostate¢né energie. Pro analytické
ucely zacal byt jev vyuzivan v Sedesatych letech minulého stoleti na zakladé vyvoje
realizovaného K. Siegbahnem a jeho pracovni skupinou na univerzité v Uppsale [3]. Zakladni

schéma je uvedeno ne obrazku 1.

AES (Nadpis dilci)

Fyzikalni princip této metody je pon¢kud komplikovangjsi a je schematicky uveden na
obrazku 2. Spektrometrie je zalozena na pozorovanich P. Augera, ktera uskutec¢nil v ramci
doktorské prace na Sorboné [4]. Ter¢ je vystaven toku elektront energie 3 - 30 keV. Interakci
dojde k excitaci elektronu nékteré z vnitinich hladin (napt. K). Vznikla vakance je zaplnéna
elektronem z vyssi energetické hladiny (napi. L) a uvolnéna energie je piedana dalsimu
elektronu (opét napi. z hladiny L). Vysledkem je emise tohoto tzv. KLL Augerova elektronu,
jehoz energie zjevné nezavisi na energii excitacniho svazku elektront. Augerovy elektrony
veétsinou vytvareji relativné nevyrazné piky (ve srovnani s piky fotoelektronti), proto byvala

spektra derivovana.
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Spektrum slitiny PdAAgCu (Text k obrazku)

Kvantifikace a uréovani vazebnych posunii (Nadpis hlavni)

Intenzita signalu je v obou metodach iimérna mnozstvi atoma emitujicich elektrony

dané energie na povrchu vzorku. Koncentraci slozky na povrchu Ize formalné vyjadiit vztahem:

1
SX

Zé

kde Ix je intenzita signadlu a Sx experimentalné dostupny citlivostni faktor x-té

komponenty.

Zavér (Nadpis hlavni)

Metody analyzy povrchu dopliuji soubor technik, které jsou k dispozici pro hodnoceni
stavu materialti. Aplikace uvedenych spektroskopii je piesto ponékud specificka a k vyuziti by

melo dojit po zralé uvaze a konzultaci s ,,0sobou poucenou®.
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